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IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Informativais zinojums par ERAF projekta No. 1.1.1.1/20/A/109 “Planara lauka
emisijas mikrotriodes struktiira” paveikto laika posma 01.05.2021.-31.07.2021.

1) Uzsakta projekta 2. aktivitates “Mikrotriodes strukttiras izgatavoSana”
istenoSana, kuras ietvaros partnera “ALFA RPAR” riciba esosa planara mikroelektronikas
ieriCu izgatavo$anas tehnologija tika pielagota mikrotriodes struktiiru izgatavoSanai.

Aktivitates ietvaros tika gatavotas testa mikrotriodes struktiiras (1. att€ls) un to slanu
pavadosSie paraugi, kuru TpaSibas tika raksturotas projekta 3. aktivitate. Mikrotriodes struktiiru
elektronus emitgjosie slanus gatavoja no W un WB2 materialiem, jo Siem materialiem ir augsta
termiska stabilitate un zems elektronu izejas darbs.

1.attels. Izgatavota mikrotriodes strukttira ar nonemto vacinu.

2) Projekta 3.aktivitates ‘“Mikrotriodes struktiiras raksturoSana” ietvaros tika
raksturotas mikrotriodes strukttiru un to slanu pavado$o paraugu ipasibas.

Tika mérita lauka emisijas strava no izgatavotam testa mikrotriodes struktiiram.

Tika mérita fotoelektronu emisija (FE) no mikrotriodes struktiras elektronu
emitgjosiem W un WB> slaniem ar mérki novertét $o slanu fotoelektronu izejas darbu.

Tika veikti rentgendifrakcijas meérjjumi (XRD) Si un Si/SiO2 pamatném, ka art W un
WB: slaniem (slanu biezums 150-200 nm). W un WB; nanoslaniem rentgendifraktogrammas
refleksus nenovéro, kas liecina par to, ka Sie nanoslani ir rentgenamorfi vai ir ar amorfu
struktiiru.

Veikta W un WB: nanoslanu termogravimetrija/diferenciali termiska analize
kombinacija ar FTIR metodi, analizéta gazveida vielu izdaliSanas no nanoslaniem.
Termogravimetrijas/diferenciali termiska analize tika veikta slapekla pliisma, kas novirzita uz
FTIR iekartas gazu analizes moduli, lai noverteétu nanoslanu oksidésanas procesus un analizetu
izdalijusas gazveida vielas ar FTIR metodi. (2. att€ls). Tika konstatets, ka analizes laika izdalas
tidens, citu gazveida vielu izdaliSanas nav konstatéta.
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2. attels. Termogravimetrija/diferenciali termiska analize un izdalito gazveida vielu
infrasarkanie spektri W nanoslanim uz Si-SiO; pamatnes.

Tika meérits elementu sastavs uz mikrotriodes W un WB2 slanu virsmam, ka ar1 uz Si un
Si/SiO2 pamatnu virsmam, izmantojot lidojuma laika sekundaro jonu masas spektrometrijas
(Tof-SIMS) metodi. Analizéta W un WB2 slanu uzputinasanas kvalitate, vért&jot iesp&jamus

piemaistjumus slanos, ka art W un B elementu sadalijuma vienmérigumu uz slanu virsmas
(3. attels).

(b) Relativa standartnovirze
W+ jons starp 12 punktiem = 2.5%
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3. attels. W parklajuma, kas uzputinats uz Si-SiO2 pamatnes, uzputinaSanas vienmériguma
novertgjums, izmantojot Tof-SIMS meérijumus: (a) mérijuma punkti; (b) W+ jonu skaita
intensitate katrad no m&rjjumu punktiem un vidgja vertiba starp 12 punktiem.

Studiju kursa darba izstrade projekta ietvaros:

A.E. Goldmane "Volframa un volframa diborida nanoslanu raksturoSana". Kursa darbs LU
priekSmeta "Analitiska kimija II" (Kimi3013), aizstavéts 2021.g. maija, darba vaditaja
L.Avotina.
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